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ATLAS Monitored Drift Tube (MDT)-Chamber

Rohrdurchmesser 30 mm
Gasgemisch Ar/CO2 (93/7) bei
3bar absolutem Druck
Spannung: 3080 V
Maximale Driftzeit ≈ 700ns
Einstellbare Totzeit in
Front-End-Elektronik

Während der Totzeit werden
keine weiteren Treffer erkannt
Totzeit kann nicht beliebig
klein gewählt werden
Totzeit aufgrund von maximaler
Driftzeit und zur Vermeidung
mehrfacher Schwellenübergänge
gewählt

Schritt zu Rohren mit 15mm
Durchmesser
(P. Schwegler (T57.6 ))
Minimierung der Totzeit
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7.5mm 15mm

Mehrfachschwellenübergänge 
für 30mm Rohre möglich

typische Länge
800ns
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Untergrund

Untergrund aus Photonen und Neutronen
Entstehung durch Wechselwirkung der Kollisionsprodukte mit z.B.
Abschirmung, Strahlrohr und Halterungen
Untergrund ist proportional zur Luminosität

Design Luminosität: 1 ∗ 1034cm−2s−1

Upgrade des LHC zum HL(High Luminosity)-LHC
Anstieg der Luminosität auf 7 ∗ 1034cm−2s−1

Maximal erwartete Rate
In vorwärts Richtung nahe am Strahlrohr
14 kHz/cm2
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Small Monitored Drift Tube (sMDT)-Chamber
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Driftradius [mm]15mm Ø Rohr

Abschirmung des E-Feldes in
Drahtnähe

Verlust von Gasverstärkung
Effekt ist für Photonen
proportional zu r3

Räumliche Beeinflussung des
E-Feldes

Einfluss auf die
Driftgeschwindigkeit
Effekt praktisch komplett
eliminiert
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Small Monitored Drift Tube (sMDT)-Chamber

]2 background rate [kHz/cmγ
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Measurements:

 irr. (min. deadtime)γsMDT, 

 irr. (max. deadtime)γMDT, 

Model (fits):

185 ns deadtime

338 ns (effective) deadtime

827 ns (effective) deadtime

degradation
due to

signal pile-up

3σ-Effizienz = Anzahl der Treffer innerhalb 3 mal der Auflösung
Anzahl aller Spuren durch ein Rohr
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Signal-Pile-Up

Time [ns]
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Langes Ionen Signal

Verschlechterung der
Auflösung durch
Verschiebung des
Schwellenübergangs
Abnahme der Effizienz, wenn
der nachfolgende Treffer
komplett im Unterschwinger
verschwindet

Bipolares Shaping erzeugt
Unterschwinger

Fläche oberhalb und
unterhalb der Baseline sind
gleich

⇒ Optimiertes Shaping um
Signal-Pile-Up zu minimieren
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Base Line Restauration (BLR)

Base Line Restauration (BLR)
Kein Unterschwinger aufgrund des Shapings
Einsatz von Dioden um Unterschwinger zu unterdrücken

Ziel: Entwicklung eines für sMDT optimierten Chips mit BLR
Um gewünschten Effekt vorher zu erkennen, erste Tests mit einem
verfügbaren Chip mit BLR
ASDBLR von der ATLAS TRT Gruppen

Chip nicht auf sMDT angepasst
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Base Line Restauration (BLR)

Erste Test mit einem
Pulsgenerator

Aufnahme von Pulsformen eines
15mm Rohres
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Gamma Irradiation Facility (GIF)

Test unter Bestrahlung in der Gamma Irradiation Facility (GIF) am
CERN
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Analyse

Vergleich für die Region
größer 2.5mm

Aufgrund von schlechter
Hit- und 3σ-Effizienz in
Drahtnähe

Höhere Schwelle des ASDBLR
ASD: ∼3fC
ASDBLR: ∼12fC
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größer 2.5mm

Aufgrund von schlechter
Hit- und 3σ-Effizienz in
Drahtnähe
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Analysis - Resolution vs Rate

ASDBLR ist nicht für sMDT optimiert und weist somit eine
schlechtere Auflösung als der auf die Rohre angepasste ASD Chip auf
Flachere Ratenabhängigkeit des ASDBLRs, da keine Signal-Pile-Up
auftritt
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Analysis - Effizienz vs Rate

korrigierte 3σ Effizienz = 3σ-Effizienz
Hiteffizienz

Steigerung von 59% auf 70% bei einer Rate von 14 kHz/cm2

]2background rate [kHz/cmγ
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Measurements:

ASDBLR

ASD

irr. (min. deadtime)γsMDT, 

irr. (max. deadtime)γMDT, 

Model (fits):

50 ns deadtime

185 ns deadtime

338 ns (effective) deadtime

827 ns (effective) deadtime

degradation
due to 

Pile-Up effect

expected at HL-LHC
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Zusammenfassung

Zusammenfassung
Signal-Pile-Up verschlechtert Effizienz und Auflösung
Base Line Restauration verringert diesen Effekt
Erster Test unter Bestrahlung wurde am CERN (GIF) durchgeführt

Ergebnis
Einfluss der BLR erkennbar
Anstieg der Effizienz von 59% auf 70% bei 14 kHz/cm2

Geringere Ratenabhängigkeit der Auflösung

Ausblick
Entwicklung eines auf sMDT optimierten Chips mit BLR
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